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Resumen

Algunas cosechas tienden a madurar mas rapido al estar en contacto con ciertos productos agricolas
que expelen naturalmente etileno, por ejemplo en las bodegas de almacenajes de una produccion
fruticola y/u horticola. Una deteccidn temprana de estos gases permite a los productores aplicar
procedimientos que retarden o aceleren el proceso de maduracion o incorporar medidas en la logistica
de distribucion y exportacion de sus productos para asi reducir los costos por pérdidas. Es con esta
motivacion que el proposito de nuestra investigacion consiste en mejorar el comportamiento de los
sensores de gases usados en la industria agricola para tales efectos. Para ello buscamos desarrollar
métodos de crecimiento y formacidn de peliculas ultra-delgadas, de 6 a 20 (nm) de espesor, de: Oxido
Cuproso (Cu0), Oxido Cuprico (CuO), Oxido de Cromico (Cr.0s) o algun otro, que constituyen los
elementos semiconductores sensibles en dichos sensores, sobre sustratos aislantes: mica, zafiro y/o
diéxido de Silicio. En el proceso se busca, ademas, estudiar las condiciones de oxidacion controlada,
las propiedades y respuestas eléctricas, de las muestras producidas, a campos Magnéticos, Eléctrico
asi como a cambios de temperaturas, y caracterizarlas a través de diversos métodos para asi
determinar aspectos como la morfologia, topologia, entre otros. ES nuestro objetivo principal
optimizar la sensibilidad de la resistencia eléctrica a fenémenos superficiales a través de cambios en
las condiciones de fabricacion y oxidacion. Para la caracterizacion eléctrica se realizan mediciones
galvano-magnéticas que permitan determinar la densidad, el tipo y la movilidad de los portadores de
carga en los semiconductores. Mediante microscopia de fuerza atomica (AFM), espectroscopia
Raman, espectroscopia foto-electrénica de rayos X (XPS), espectroscopia UV vy difraccion de Rayos
X, se caracterizaran la estructura y morfologia de las muestras.
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